
Bewertung der Eigenschaften von Nahfeldsonden mit einer neuartigen 

Methode basierend auf Huygens-Box Daten mittels CST

Thema
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Felddaten) ersetzt und modelliert

▪ EabtugTatuggf.CT
▪ Aufbauvll uTstbjt
▪ ufvsulatsbat
▪ VgluBwtuguatgMt
▪ utatuVtag

Ansprechpartner

Aufgaben (mgliche)

Motivation und Zielstellung


